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WORKSHOP ZUR OBERFLACHENMESSTECHNIK

Welche Messmethode zur Charakterisierung

von Oberflachen ist fur welche Messaufgabe
geeignet? Wie bestimmen Sie Ebenheit, Parallelitit,
Rauheit, Form- und Oberflachenparameter sowie
Stufenhohen am einfachsten? Welche Vor- und
Nachteile bringen verschiedene Verfahren im
Arbeitsalltag mit sich?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich der
Workshop im personlichen Austausch zwischen
Referentinnen und Teilnehmenden.

Im Praxisteil des Workshops beraten Sie unsere Expertinnen
zu lhrer individuellen Messaufgabe

und analysieren lhre mitgebrachte Messprobe.

Gerne stellen wir Ihnen daftir einen Messbericht aus.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Probe vorab an unten
genannte Adresse mit dem Betreff , FTK trifft TopMap Day*“
einsenden:

Polytec GmbH
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

& Polytec

% 99:00 bis 17:00 UNr
“. ander EAH Jena

Der Workshop richtet sich an Messtechnikerlnnen,
Technikerlnnen im Labor, Mitarbeiterinnen der
Qualitatssicherung, Konstrukteurlnnen, Qualitats-
managerinnen sowie Fertigungsplanerinnen und Projekt-
managerinnen.

Der Workshop ist in diesem Jahr kostenlos. Wahrend
der gesamten Veranstaltung sorgen wir zudem fur die
gastronomische Versorgung. Anreise-, Ubernachtungs-
und individuelle Aufenthaltskosten sind von den
TeilnehmerInnen selbst zu tragen.

Sie erhalten ein Teilnehmerzertifikat, die
Workshopunterlagen und lhren persénlichen Messbericht.

Auf der Folgeseite finden Sie die Agenda zum Workshop.
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2023.

www.polytec.com


https://www.polytec.com/de/topmap-day-jena
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AGENDA

Welcome & Live-Demo

Untersuchung eines Schleifprozesses von Glasbauteilen durch die
Anwendung von Laservibrometrie und WeiRlichtinterferometrie
Batix Software GmbH, Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena, Polytec GmbH

Einsatzbereiche der optischen Oberflaichenmesstechnik
Polytec GmbH

= Warum messen?

= Warum optisch?

= Verschiedene optische Messtechnologien im Uberblick

Grundlagen der WeiBlichtinterferometrie
Polytec GmbH
m Funktionsprinzip
m Weiterverarbeitung der Messdaten —
Filterung, Ermitteln von Kennwerten (Ebenheit, Rauheit u.v.m.)

= Allgemeine Anwendungsgebiete

Normungsaktivitaten und Faires Datenblatt

Polytec GmbH
m Aktueller Stand der Normung
= SO 25178 und Anderungen in der neuen ISO 21920 zur ISO 4287
m Vergleichbarkeit durch praxisfreundliche Datenblatter

Anwendungsbeispiele mikro- und makroskopischer
Weilllichtinterferometrie
EAH Jena, Polytec GmbH

Messung von Risstiefenschadigungen mittels OCT-Verfahren
EAH Jena

Live-Demonstration und Diskussion

Analyse lhrer Messaufgabe anhand lhrer Proben

Messproben, die wir aus zeitlichen Grinden nicht wahrend des Workshops
analysieren kénnen, vermessen wir gerne im Nachgang und senden lhnen einen
Messbericht zu — ohne Zusatzkosten.

Gemeinsamer Ausklang mit Thiiringer Spezialitaten

www.polytec.com


https://www.polytec.com/de/topmap-day-jena

